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TRANSMISNI ELEKTRONOVA MIKROSKOPIE

(TEM)

JEGL 2100

Transmisni elektronovd mikroskopie je presna
anedestruktivni metoda pro detailni analyzu materiall
(nanocastic) a jejich vnitfni strukturu. Touto metodou Ize
vytvorit snimky objektd s rozliSenim az 0,19 nm. Ze snimku Ize
posoudit velikost, tvar a vnitini strukturu pozorovanych
objektl. Diky pfidavnému zafizeni pro prvkovou analyzu lze
urcit prvkové sloZzeni zkoumanych vzorki.

V'YSTUPNI INFORMACE

velikost a tvar ¢astic (micro- a nano-)

\"

vnitfni struktura a morfologie (napr. core-shell struktury)

vV Vv

atomarni roviny
> chemické mapovani (prvkové slozeni)
> potvrzeni krystalického nebo amorfniho charakteru

zkoumaného materidlu

TYPY VZORKU

> praskové a granularni materialy

> praskové nanomaterialy

A\

biologické materialy (napf. buriky)

> vSechny vzorky musi byt suché

PARAMETRY MERENI/PRISTROJE

urychlovacvi napéti: 80-200 kV
> zvétSeni: 1000x — 800 000x

> maximalni rozliSeniv TEM modu: 0,19 nm

\

> maximalni rozliseni ve STEM mddu: 1 nm
> SAED (elektronova difrakce vybrané oblasti)

> EDS (Energiové-disperzni analyza)

DALSIINFORMACE NA VYZADANI

REGIONALNi CENTRUM
POKROCILYCH TECHNOLOGII
A MATERIALU

WWW.RCPTM.COM  RCPTM.SERVICES@UPOL.CZ

cps/eV

® L3
% °
oo s
.3: ..:.::o ® 2
00.033.:‘ s,
. :’ .::' o,
.g ® » 'ﬁ .:.
%, o

Nanocastice stfibra

.SpectrumZ

¢ I
o1
N
cu l

Weight % 90%

EDS spektrum grafenu
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